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摘要(译)

本发明涉及一种光学相干断层扫描系统，包括干涉仪，特别是迈克尔逊
干涉仪，设有用于修改光学参考波长的参考臂（R）和测量臂（M），其
中物体（样品P） ）待扫描的可以被布置和/或布置在样本体积（PV）
中。所述光学相干断层摄影装置的特征在于，设计用于将发散入射光束
聚焦在样本体积中的公共点（目标点Z）上的聚焦系统（F）布置在干涉
仪的分束器和测量臂之间的测量臂中。样本量。
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